
 

 

 

 

 

 方位密度が高い材料の４種のＯＤＦ解析結果 

 

測定データ 

  

正極点データ処理（バックグランド除去、ｄｅｆｏｃｕｓ補正） 

  

１／４対称操作 

  

 

 

 

 



概要 

アルミニウムなどは加工することで結晶粒径が大きくなる事があります。 

このような材料ではＸ線照射エリアを大きくし、測定する結晶粒の数を増す事が重要になります。 

揺動機能や複数の材料を測定し平均化が必要になります。 

本資料では揺動機能を用いた測定結果をＣＴＲソフトウエアでデータ処理を行い１／４操作を行った 

データを複数のＯＤＦソフトウエアで解析した結果を比較します。 

更に、VolumeFraction 解析を行う場合、解析結果の判断にＲｐ％プロファイルを用いる方法を 

説明します。 

 Ｒｐ％は、ＯＤＦの入力極点図とＯＤＦ解析結果の再計算極点から計算され、ＯＤＦ入力データ評価と 

 ＯＤＦ解析評価理利用されます。 

  

説明では、 

ＯＤＦ解析結果の再計算極点図を用いて入力極点図と比較しＯＤＦ解析結果を評価 

ＯＤＦ解析の結晶方位や逆極点図プロファイル比較 

VolumeFraction 結果評価にＲｐ％プロファイルを用い、 

結晶方位プロファイルから不足する結晶方位を追加しＲｐ％プロファイルを計算 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｒｐ％プロファイル比較 

ＯＤＦ－Ａ 



  

ＯＤＦ－Ｂ 

 

 

 

 

ＯＤＦ－Ｃ 



  

ＯＤＦ－Ｄ 

  

 

 

 

 

ＯＤＦ別Ｒｐ％と再計算極点図の最大密度 



 

  

 

 

 この値から正しい方位密度は判断できませが、前回の粒径の細かい材料時のＲｐ％順位に似ている 

 

 

 

順位はＯＤＦ－Ａ，ＯＤＦ－Ｂと並び、ＯＤＦ解析結果が入力データを再現している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＯＤＦ解析結果 



ＯＤＦ－Ａ 

 

 

ＯＤＦ－Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

ＯＤＦ－Ｃ 



 

 

ＯＤＦ－Ｄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＯＤＦ解析結果のＯＤＦ図から結晶方位密度比較 



 

ＯＤＦ－ＣのＣｕｂｅ方位が強くなっている。 

又、ＯＤＦ－Ａの｛０１３｝＜１００＞，｛１１４｝＜－１－７２＞が他より強く計算されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

逆極点図 



ＯＤＦ－Ａ  

ＯＤＦ－Ｂ  



ＯＤＦ－Ｃ  

ＯＤＦ－Ｄ  



 

ＯＤＦ－ＡとＯＤＦ－Ｂは似た傾向をしめす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ＶｏｌｕｍｅＦｒａｃｔｉｏｎ 

 VolumeFraction を計算する場合、方位の候補を適切に選ぶとＲｐ％プロファイルが下がります。 

 初期方位データベースの候補 

  

  

 

 初期の方位データベースに{011}<2-55>,{114}<-1-72>,{362}<8-53>を追加 



 

 

 

Ｒｐ％は改善される。１０．５％－＞７．６％ 

VolumeFraction 計算は ODF図の結晶方位密度の高い方位を最大１０個選択して計算します。 

ＯＤＦ図の方位順位決定は次号で説明します。 

 

 


